
干湿两用多功能粒径及形态分析仪
CAMSIZER XT

采用双CCD专利的动态图像分析技术

测量范围1µm-3mm
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■	 测量范围1µm-3mm，依据ISO13322-2动态图像分析技术
标准

■	 X-Fa l l（自动振动进样）、X-Jet（压缩空气分散进
样）、X-Flow（湿法分散进样）三种可
选分析测量模块，互相切换简单快速

■	 专利的双CCD图像分析技术，在
宽量程范围内，无需硬件调整，
即可完成测量

■	 可对颗粒形态进行测量与分
析，如纵横比、球形度、
对称性、破碎度等

■	 对于易团聚的粉体颗粒
测试重复性佳

■	 可与筛分结果进行拟对
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莱驰科技: 粒度及粒形分析领域的专业厂商

Retsch Technology GmBH（莱驰科技）是德国Retsch（莱驰）的兄
弟公司，成立于1999年，专业从事粒度及粒形分析测试仪器的研发和
制造，采用动态图像分析原理及双CCD专利技术，可精确分析可流动性
的颗粒、粉体、胶体、悬浊液、磁性材料等样品的粒度及形态。

莱驰科技与德国莱驰遍布全球的销售网络和技术服务中心，能够给您提供全套的样品前处理设备（粉碎、研磨、筛
分、分样、干燥、压片）及粒度分析仪器。您也可以在示范实验室里得到免费测样及技术培训等服务。

Camsizer是全球第一台采用动态数字成像技术研制而成
的粒度及粒形分析仪，全球范围内已经安装并稳定使用
超过500台，即使是十多年前第一台仪器，至今仍在正常
使用且提供可靠准确的数据。Camsizer粒度测量范围为
10µm*-30mm（像素尺寸），适合于干性的、具有流
动性的粉体粒径和形态分析，尤其对于大颗粒的测量更为
精确。Camsizer XT是Camsizer家族系列最新款型号，
主要针对细小的、易团聚的样品进行分析，干湿互换的模
块化设计，能够满足更多更为广泛的应用。

Camsizer和Camsizer XT均采用了独有的双镜头（CCD）专
利技术，Camsizer XT更适合于细小、易团聚的粉体。
世界各地有超出500套CAMSIZER系统用于测量范围在
10µm-30mm（像素尺寸）的可流动的疏松原料的颗粒
粒径分布，有些地方使用了超过10年。
Camsizer特有的光学系统和进样设计特别适合分析并测量
大颗粒的粒径及形态，Camsizer XT的研发则主要针对小颗
粒的测量与分析，其不仅仅是在光路系统上进行了升级，
而且也提供了不同的分散模块来拓宽应用。

Camsizer XT X-Fall模块（自动振动进样）类似于Camsizer
的设计，测量上限为3mm，X-Flow模块（湿法分散进
样）和X-Jet（压缩空气分散进样）则能给用户提供了更

采用动态图像分析技术的Camsizer和Camsizer XT

多的分散方式和测量方式的选择，解决团聚粉体的测量
问题，得到稳定而具有重现性的分析结果。Camsizer和
Camsizer XT均提供功能强大的分析软件。

因此，您可以根据分析的样品大小、性质、团聚程度、应
用要求来选择Camsizer或Camsizer XT，得到准确的
分析结果。

产品介绍视频 
www.retsch-technology.com

测量范围：1µm*-3mm

同一测量标准，双重应用方向

测量范围10µm-30mm
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优点概述

■ 专利的双CCD数字成像技术（依据
ISO13322-2标准）

■ 测量范围：1µm-3mm
■ 最先进的光学系统，高分辨率和深度聚焦的

LED光源
■ 能有效地分析出“过小尺寸”和“过大尺

寸”的颗粒
■ 能分析粉体颗粒的整体形态信息，比如球形

度、对称性等，也能表征出颗粒的破碎度或
团聚程度（例，易聚合或破碎的颗粒与废物
的检测）

■ 典型测量时间：1-3min
■ 分析重现性非常好
■ 可选择自动振动分散进样、压缩空气分散进

样和湿法超声分散进样等模块，切换方便。
■ 测量数据可与筛分结果进行拟对

Camsizer XT是在Camsizer获得巨大成功后推
出的新一款粒度及粒形分析仪，采用了更高分辨
率的光学系统，提供更多的分析模块可选。粉体颗
粒的尺寸越小越容易发生团聚现象，以往的粒度分析
技术由于解决不了分散问题而得不到准确而具有重现
性的分析结果，而Camsizer XT可选的X-Fall、
X-Jet和X-Flow三种模块可让您根据不同的应用
和要求进行分析，由于具有足够的进样量也不受其
他因素（如折射率）影响，Camsizer XT还能够准
确测量到粉体的整体形态信息，比如球形度、对
称性等。

粒度大小和形态是粉体质量控制的一部分，Camsizer XT相比于其他粒度分析仪器，分析速度快，
测量更精确，形态信息更完整，维护成本低。

干湿两用多功能粒径分析仪CAMSIZER XT

应用领域：

■ 药粉及药品颗粒

■ 细粉或研磨后的食品颗粒 

■ 洗衣粉与原料

■ 催化剂（包括带有静电电荷的）

■ 金属粉末及矿粉

■ 研磨助剂

■ 细沙和水泥

■ 细木质纤维

■ 塑料纤维

■ 烟草的研发

■ 地质、海洋、环境

应用于颗粒干湿法测量
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无成本校正

CamsizerXT的校正特别容易且几乎无额外成本，使用
光刻技术在光刻标准板上刻制不同直径大小的球形颗粒
（±0.1µm），仪器以此为基准，根据软件提供标准校正
程序，短时间内即可完成。Camsizer XT的校正优点：既不
需要购置额外的标准物质（如PSL标样），又能够在宽量
程范围内进行多点校正，只要您妥善保管好光刻校正板，
那么您将拥有“一次投资，永久享受”的体验！

光源1

样品导入方向

光源2

聚焦镜头

基准镜头

+

基于ISO13322-2标准的专利的双CCD动态数字成像技术：分散的颗粒通过带有脉冲LED光源通道，颗粒的投影被两个数字镜头（CCD）捕捉，其中一
个数字镜头（Z-CCD，聚焦镜头）主要分析小颗粒，另外一个镜头（B-CCD，基准镜头）主要分析大颗粒，这样就能在一次测量中，在一个较宽的粒
度范围内得到粉体颗粒的整体分布和形态信息。由于光源设计成十字交叉形式，故命名为Camsizer XT。由CCD镜头捕捉到的图像信息，通过功能强大
的软件进行数据处理和分析。

专利的动态图像分析技术
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X-Jet模块：
压缩空气分散进样

模块化设计满足更多应用

分散技术和分散技巧对于粒度分析而言是非常
重要的，它能够确保分析测量的重现性和准确
度。Camsizer XT X-Jet压缩空气分散进样模块，
通过可调的空气压力，来达到最佳的分散效果。

小颗粒有较大的比表面积，颗粒间的范德华力和
静电效应容易让颗粒发生团聚。使用X-Jet模块
的优点是：当颗粒经过喷管时，由于受到压缩空
气的剪切作用，消除了颗粒间的团聚现象，而达
到比较好的分散效果，您可以通过提高压力，来
提高分散作用。
 

当然，过高的压力也可能把原始的颗粒破碎掉。
由于Camsizer XT采用了动态图像技术，它也能
测量颗粒的形态信息，从而让您获悉颗粒在不同
压力下的“破碎程度”，从而进一步优化您的分
散条件。其他粒度分析技术，比如激光衍射法的
干法测量，由于它无法获悉形态信息，因此您无
法了解颗粒究竟是被压缩空气分散了，还是被压
缩空气破坏了。

测量后的样品进入真空吸尘器。如果您需要重复
测量或回收样品，则需要选择旋风收集器附件。

空气压缩分散能使得颗粒以50m/s速度流
动，Camsizer XT专利双镜头系统仍旧能够准确
测量出粉体的粒度和形态，甚至对于小于10µm
的颗粒也能准确测量。

适合于易团聚粉体的快速分散及测量

吸尘器

进样槽

喷管

压缩空气

进样漏斗

测量范围从1µm到1.5mm

CAMSIZER XT 提供三种可选的分析模块，客
户可根据样品类型选择最合适的方法。

■ 压缩空气分散进样
■ 自动振动分散进样 
■ 湿法超声分散进样 

各分析模块通过舒适型的接口可方便快速的进行
切换。
可在www.retsch-technology.com/camsizerxt
浏览视频，了解更多相关信息。

X-Jet

压缩空气分散进样

X-Fall

自动振动分散进样

湿法超声分散进样

X-Flow

X-Dry干
法
测
量

湿
法
测
量

主机 进样分散模块 测量系统+ =
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X-Flow模块：
湿法超声分散进样

X-Flow 湿法分析模块的测量范围从1µm-600µm，
它仅需少量样品即可完成分析，比如20mg/L中
等分散浓度的样品已经具有足够分析所需的颗粒
数量，典型重复分析时间1min左右，可适用于
药品、金属粉末、食品或沙子等应用。

X-Flow测量下限从1µm开始，样品被水（分
散介质）分散，再通过内置的超声波消除颗粒
间的团聚，样品被循环至测量池中进行分析。

如您需要使用有机溶剂作为分散介质，Camsizer XT
也可提供额外选项，包含PTFE组件和耐有机溶
剂的密封组件。

湿法模块的出现拓宽了动态图像技术的应用

排放口

水平传感器

离心泵

超声波探针

分散池

流动池

X-Fall模块：
自动振动分散进样

适合于流动性好的粉体颗粒测量

测量腔

收集盘

流动性好、不易团聚的粉体颗粒特别适合用“X-Fall”模块来进行分析。

它如同Camsizer的进样系统，颗粒通过速度可调的振动进样槽进行分
散，然后由于重力作用下落，通过测量区域，被双CCD进行检测与分析。
由于检测面积大而且成像质量高，因此X-Fall的单次分析时间快，形态分
析的准确度高，即使对于尺寸在3mm左右的颗粒也能准确测量。

测量后，样品可用收集盘进行回收，用于重复测量或下一步的分析，因此
可称之为“无损检测”。

测量范围从10µm到3mm

测量范围从1µm到600µm

进料槽

进料斗



举例：咖啡 

由于Camsizer XT具有专利的高分辨率的双CCD成像技术，它既
能够测量分析细小颗粒，也能对占少量的大颗粒进行准确的统计。
如图所示，三种不同产地的咖啡粉的粒度测量结果比较：红色曲线
（咖啡粉）的粒度分布很窄，颗粒更细，而绿色曲线（咖啡粉）的
分析结果显示了其含有更多的大颗粒。蓝色曲线（咖啡粉）则是一
个混合体，其中粗粉甚至大于1mm。咖啡的粒度会影响其冲泡和
口感，如果含有过多的细粉，则容易堵住过滤器，而粗粉过多，则
口感不够香醇浓厚。本应用显示了Camsizer XT可以在一个很宽的
动态范围内准确地分析不同产地的咖啡粉的粒度分布。

宽泛的动态测量范围

举例：玻璃珠

双镜头技术具有的更大像素，能确保颗粒在全范围内的准确检测，
即使是少量的分析样品也能给出非常好的重现性。如图所示：样品
为由三种不同尺寸的玻璃珠混合而成，测量5次的重现性，粒度范围
从50µm-1.5mm，每次分析时间约2.5min，每次检测超过500万
个颗粒，分析的重现性非常好。此外，Camsizer XT也通过了NIST
标准验证，这使得它可以在全球范围内都符合SOP标准操作流程规
范。毫无疑问，Camsizer XT，是玻璃珠行业最佳的粒度分析仪器，
而且它还能分析玻璃珠的球形度。

杰出的重现性
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应用及主要特点

1

2

3
举例：研磨剂（微粉） 

在研磨剂的生产过程中，过小的颗粒或过大的颗粒都会影响到产品
的质量，颗粒过大，可能会在抛光表面上造成刮痕，颗粒过小，则
可能需要更多的黏合剂而提高了生产成本，因此有必要对研磨剂的
粒度进行分析与控制。使用X-Jet模块，即使是在很低的测量下限
附近也能得到很准确且重复的结果。如图所示：碳化硅（SiC）的
粒度范围在1µm-12µm之间，如此精确的测量能进一步优化碳化
硅生产过程中磨损率和表面粗糙度的关系。

对窄分布粒度分析具有高分辨率

– Measurement 1

– Measurement 2

– Measurement 3

– Measurement 4

– Measurement 5
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– Measurement 2

X-Dry with X-Jet

X-Dry with X-Fall
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X-Dry with X-Jet

– Measurement 1

– Measurement 2

– Measurement 3



举例：矿粉

筛分是一种传统的粒度分析技术，被广泛应用于各行各业，但筛分的
操作时间长，粒度分级不够，使用Camsizer XT可以完全替代筛分工
作，而且分析数据可以和筛分结果进行拟对。如图所示：矿粉分别用
筛分仪和Camsizer XT进行分析，吻合度相当好。由此可见，你可以
使用Camsizer XT和筛分数据进行对比，使得分析结果的可靠性大大
增加，以往的筛分结果也被充分利用起来，而Camsizer XT具有分析
时间短，可分析形态大等筛分技术不具有的其他优势。

 分析数据可与筛分结果100%拟对

CAMSIZER XT
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例如：矿物颗粒

动态图像技术采用的是直接测量的原理，“所见即所得”，它可以给出
依据不同粒度定义而得到的粒度分布曲线。如图所示：蓝色（XA）曲
线是依据等效球径得到的粒度分布，红色（Xw）曲线是依据投影宽度
得到的粒度分布，绿色（XL）曲线是依据投影长度得到的粒度分布，
桔红色曲线为激光粒度仪所测结果，由此可见，激光法的测量结果与等
效球径分布曲线较为接近，但是激光法所得到的粒度分布更宽，在大颗
粒的测量上有比较大的误差，桔红色曲线显示样品有约5%的颗粒超过
0.5mm，而事实上筛分的结果并非如此，投影宽度（Xw）的分布曲线
也验证如此。这是因为，激光衍射法是一种间接测量的方法，它无法从
信号上区分颗粒的投影宽度和投影长度，因此原则上激光法可满足于球
形颗粒的粒度分析，但对于非球形或不规则颗粒的分析结果则可能有比
较大的误差。

直接测量原理

举例：催化剂

催化剂的研发和生产不但要控制粒度分布，而且对颗粒的形态也有
一定的要求。您可以用纵横比（b/l）或球形度（Symm）来表征催
化剂的形态信息。如图所示：五次测量分布代表了不同破碎程度的
催化剂，原始样品（红色曲线）几乎全部都是圆球状的，其纵横比
（b/l）大于0.95，随后几次经过不同的处理（如超频），破碎颗粒
的数量开始增多，其破碎度的变化
均可以用纵横比（b/l）的数值和原
始曲线（红色）进行对照。除此以
外，Camsizer XT还能够实时保存颗
粒图像，让您能直观的看到颗粒的形
态。（参见第九点）

颗粒粒形分析
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– Measurement 1

– Measurement 2

– Measurement 3

– Measurement 4

– Measurement 5

X-Flow
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– CAMSIZER XT

* Sieving

X-Dry with X-Jet
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对含量极少的“过大”颗粒的精确检测

硬件配置强大，软件功能齐全

7

8

9
所见既所得

Camsizer XT能实时显示并保存分析图像，您也可以通过软件分析
到每一个颗粒的大小和形态。如图所示：只需用鼠标点击图片中的
颗粒，即会出现该颗粒的粒度大小、球形度、纵横比等综合信息，
这可以让您直观的看到何谓“好”的颗粒，何谓“坏”的颗粒，颗
粒的团聚与否等，对您进一步优化分析条件或设置SOP标准操作流
程极为重要。

单个颗粒的具体分析

生产过程中的批量分析质量控制
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X-Dry with X-Jet 举例：（聚甲基丙烯酸甲酯）微球 

由于Camsizer XT采用最新的数字成像技术，能够高速地
拍摄高分辨率的图像，在极短的时间内捕捉到更多的颗
粒，因此能够精确检测出含量极少的“过大”颗粒。如
图所示：两个样品看似相同，但具体放大大颗粒的分布
来看，红色曲线（样品2）在20µm左右的大颗粒要比
绿色曲线（样品1）多，这种精确的分析是激光粒度仪
所不能比拟的。

Camsizer XT可以每秒获取275张图像，每张图像捕捉到几百个典型颗粒，因此它不但需要一台配置强大、性能卓越的计算机系统，而且
需要一个操作简单、功能齐全的软件。Camsizer XT的实时分析软件可以提供所有关于粒度分布的信息（体积、数量、面积）、中位径以
及颗粒形态（纵横比、球形度）信息等。您可以通过软件自带的SOP标准操作程序严格控制粒度分析的流程，设定每一种样品的分析参数
和输出数据，设置密码保护和不同操作权限等，从而使您的粒度分析既标准化，安全性又高。

分析参数的设定可简化存储为标准作业程序（SOP） ，例如，经
常出现的几种样品类型之间转换。 SOP可以用密码进行保护，防
止不正确的操作，不变的参数设置确保数据的可靠性 。



筛分，激光衍射
还是动态图像处理？
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性能特点 CAMSIZER XT 筛分仪 激光粒度仪 光学显微镜

宽泛的动态测量范围 ++ + ++ –

重现性 ++ + ++ –

窄分布测量的高分辨率 ++ – – ++

颗粒形态分析 ++ – – ++

分析结果能否与其他方法对比 ++ ++ – ++

“过大”颗粒的可靠检测 + – – –

校正和验证 + ++ – –

操作及维护 ++ ++ + –

精确到单个颗粒的分析 + – – ++

高速、短时测量 ++ – ++ –
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不同粒度分析方法的比较
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技术规格

Camsizer XT产品综述

Camsizer XT能对1微米以上的细粉、乳液、悬
浮颗粒等具有很出色的粒度统计和分析能力。

操作简单，测量时间短和不同的分析模块能对易
团聚的颗粒进行很好的处理，不但可以用于质量
控制，也可以用于产品的研发过程。

区别于其他粒度分析技术，如激光粒度仪或光
学显微镜，Camsizer XT能够在很宽的动态粒度
范围内得到具有杰出重现性的分析结果，不但能
够准确的分析粒度大小，也能给出关于粒度形
态（如球形度、纵横比）等有用信息，对含量
少的“过大”颗粒的检测有很高的分辨率。
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VERDER RETSCH(Shanghai)Trading Co.,Ltd

德国RETSCH(莱驰)中国总部 
上海张江高科技园区毕升路289弄
富海商务苑1号楼302室
中国 上海 201204
电话 +86 21 61506045
传真 +86 21 61506047
邮箱 info@retsch.cn
网址 www.retsch-technology.com

德国RETSCH(莱驰)北京办事处 
北京市海淀区苏州街29号院
18号楼维亚大厦608室
中国 北京 100080
电话 +86 10 82608745
传真 +86 10 82608766

RETSCH–样品前处理领域的专家为您提供
内容丰富的仪器解决方案。我们很高兴向您
介绍我们的粉碎仪、研磨仪、筛分仪、分样
仪、进样仪、清洗和干燥设备。

技术规格
测量范围：  X-Fall自动振动进样分散模块，10 µm-3 mm 

 X-Jet压缩空气分散进样模块，1 µm到1.5 mm

 X-Flow湿法分析进样模块，1 µm到600 µm 

测量原理：  动态数字图像原理

测量时间：  约1-3分钟（视待测样品进样量）

样品量： <20 mg – 100 g（视待测样品性质和测量模式） 

测量速度： >275 images/sec，每一张约1300000 pixels

分辨率:  1 µm

测量参数：  粒度 （最小直径，长度，平均直径等）

  颗粒形状 （纵横比、对称性、球形度等）

仪器数据：  尺寸 （H x W x D)约550 x 860 x 600 mm 

 重量  约50kg（不含PC）

 压缩空气 约5.5-8 bar

 压缩空气消耗 约50 - 140 l/min

Camsizer XT是得到CE和其他相关标准和准则认可的。

可选配：  旋风分离器

 软件符合 FDA rule 21 CFR Part 11

 可提供IQ/OQ

配件： 不同种类的进样槽以满足各种不同材质的样品


